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Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

et 2.

Validité de la présente publication

Le contehu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel defla technique.

Des rengeignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogup de la CEI.

Les rensgignements relatifs & des questions a I'étude et
des travgux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les document

dessous:

o «$ite web» de la CEI*

o Chatalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour
réguliérement

(Gatalogue en ligne)*

hlletin de la CEIl
sponible a la fois a
comme périodigue

joel)

utiliser @n électrotechn

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

CE! 80027: Symboles littéraux a
{ la CEl 60417: Symboles

Validity of this publicatio

is kept
uting that

rmation
¢ IEC catalofue.

ion and
the technical
as well
d at the

blished yearly with regular updates
On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refgrred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vopabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, suryey and
compilation of the single sheets and |EC| 60617:

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES
UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
Cinquiéme partie: Spécification particuliére-cadre:
Résistances fixes de précision
Niveau d’assurance E

PREAMBULE

1} Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques; pyéparés pardes-Co|

un accord international sur les sujets examinés.

2} Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréée

-

w

Italie

Japon

Pays-Bas

Roumanie

Royaume-Uni

Suéde

Suisse

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Le’numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est l¢g

CET 1983

mités d’Etudes
hesure possible

tés nationaux.

adoptent dans

le permettent.

re du possible,

urs et résis-

réunion, un
5 nationaux

publication:

numéro de

spécification dans le Systéme CEI d’assurance de la qualité des composants ¢électroniques (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:
Publications n%s 63: Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

115-1: Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques.
Premiére partie: Spécification générique.

115-5: Cinquiéme partie: Spécification intermédiaire: Résistances fixes de précision.

410: Plans et regles d’échantillonnage pour les contrdles par attributs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 5: Blank detail specification:
Fixed precision resistors

Assessment level E

TURCWURL

1) The formal decisions or agreements of the  EC on technical matters, prepared by Technical £ i all the
Natignal Committees having a special interest therein are represented, express, as nearl§ dsible hational
consgnsus of opinion on the subjects dealt with.

2) They|have the form of recommendations for international use and they are accepted.by 1 ittéeq in that
sense

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that a atioga { adopt the
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as nati diti i it. iviergence
betwgen the I EC recommendation and the corresponding national rylé a ble tated in
the ldtter.
Thig standard has been prepared by IEGS Tech ‘ K1StOTs

for Elgctronic Equipment.

evised

A draft was discussed at th \% i
submitted to the National Committees for approval

draft, [Document 40(Centrs
under the Six Months’ R

The|National Commit
usgi

Romania
South Africa (Republic of)
Spain
Sweden
Switzerland
Union of Soviet
Socialist Republics
United Kingdom
United States of America

The| Q€ number that appears on the front cover of this publication is the specification nunjber in
the TEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other I EC publications quoted in this standard:
Publications Nos.  63: Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.

115-1:  Fixed Resistors for Use in Electronic Equipment.
Part | : Generic Specification.

115-5:  Part 5: Sectional Specification: Fixed Precision Resistors.

410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.


https://iecnorm.com/api/?name=a04102180204dfb304b2c54f48c11831

— 4 — 115-5-1 © CET 1983

RESISTANCES FIXES
UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Cinquiéme partie: Specification particuliere-cadre:
Résistances fixes de preécision

Niveau d’assurance E

INTRODUCTION

Spfcification particuliére-cadre

[Une spécification particuliére-cadre est un document, complémentairg de'l écificatiop intermé-
digire, comprenant les régles concernant le style, la présentation et J& SoN 1 es spécifi-
cafions particulieres. Les spécifications particuliéres ne répondan RS 1% sQut [pas consi-
dérées conformes aux spécifications de la CEI et ne doivent p§ ) 2 lles.

[ e contenu du paragraphe 1.4 de la spécification inter lors de la

pre¢paration des spécifications particuliéres.

ormations
sul

Normali-

tres infor-

Note. —\Ibssque 13 résistance n’est pas congue pour étre utilisée sur des cartes imprimées, cela doit étre clairement établi
4 cet émplacement dans la spécification particuliére.

[7L.Croquis avec les principales dimensions, importantes pour linterchangeabilité, et/ou|références
correspondant aux documents nationaux ou internationaux appropriés. Au choix, ce croquis peut
étre donné dans une annexe a la spécification particuliére.

[8

—

Utilisation ou ensemble d’utilisations couvertes et/ou niveau d’assurance.

Note. — Le(s) niveau(x) d’assurance utilisé(s) dans une spécification particuliére doit (doivent) étre choisi(s) dans la spéci-
fication intermédiaire, paragraphe 3.3.3. Ceci implique qu’une spécification particuliére-cadre peut étre utilisée
en combinaison avec plusieurs niveaux d’assurance pourvu que le groupement des essais ne change pas.

[9] Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la comparaison entre les divers
types de résistance.
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FIXED RESISTORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 5: Blank detail specification:
Fixed precision resistors

Assessment level E

INTRODUCTION

Blank dg¢tail specification

A blapk detail specification is a supplementary document to the SectiGnal Spesi jon [and
contains| requirements for style and layout and minimum content of détai i . Detail
specifications not complying with these requirements shall not be considered i ordpnce

with IE{C specifications nor shall they so be described.

In thq preparation of detail specifications the content of SubSclause \4-¥ 3 eCifi-
cation iI‘all be taken into account.

The numbers between brackets on the first page correspond to thexfollowi; hich
shall be [inserted in the position indicated:

Identificption of the detail specification
[1] The {International Electrotechnical Commissiqn”
whoge authority the detail specification i dr

[2] The JEC or National Standard: ofMlie detail>$pecification, date of issue and any fufther
information required i

[3] The pumber ane

f4] The

ional Standards Organization upder

Identific
[5] Ash
[6] Info

Note. detail

[7} Outl d/or
reference to the national or international documents for outlines. Alternatively, this drawing may
be given in an appendix to the detail specification.

[8] Application or group of applications covered and/or assessment level.

Note. — The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be selected from the sectional specification, Sub-
clause 3.3.3. This implies that one blank detail specification may be used in combination with several assessment
levels, provided the grouping of the tests does not change.

[9] Reference data on the most important properties, to allow comparison between the various
resistor types.
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[

CET 115-5-1-XXX

COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE
CONTROLEE CONFORMEMENT A:

131

Croquis d’encombrement: (voir tableau I)
(Projqction: Méthode du premier di¢dre)

gl

(D’augres formes sont permises a
P'intégieur des dimensions données)

N\

CEI 115-5-1 [4]
RESISTANCES FIXES
DE PRECISION 5]

6]

AN
S
%

G iveau(x) d’assurance: E

asse de stabilité: ... %

(8]

NN
dispor

s infegmations

cette_ specification
W's()u ifid

r

rt

onibilit® des composants qualifiés selon
liére /sont données dans la Liste des

s\/

O]
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[1] IEC 115-5-1-XXX 2]

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IEC 115-5-1 [4]
IN ACCORDANCE WITH:

B3]

FIXED PRECISION
RESISTORS 5]

Outline draw|ng: (see lable 1)
(First angle pfojection)

gl

A O\
@v [6]

A@sm t level(s): E [8]
S it s:...%

(Other shapeq are permitted
within the difhensions given)

Information
spgsification is

<O

Ol
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SECTION UN — CARACTERISTIQUES GENERALES
1. Caractéristiques générales

1.1 Méthode(s) de montage recommandée(s) (& introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 115-5 de la CEL)

1.2 Dimensions et caractéristiques nominales

TaBLEaU I
Tension Dimensions dyom.:
Tension limite d’isolement maximales
nominale-eR— —(en-courant
Dnlcs)i:ﬁﬁgi n Coefficient de courant continu ou /L\ D Tol.:
Modéle NS température o continu ou valeur de
a70°C _6s0 . N
W) en 10—-6/°C alternatif créte
efficace coy
(\%) alternati

A \ AN
Toutes les dimensions sont en millimétres ou en inches e €S, \ \)
Gamme de résistance * ...a...
Tolérances sur la résistance non s L%

Catégorie climatique —/—=/-
Basse pression atmosphérigt 8,5 kPa (85 mbar
Classe de stabilit %

+(..%R+...Q
+(..%R+...Q)

a:...107¢/°C

~—"

— DOUr S 1
—le essais de cob

&8 résistances couvertes par ceite spécification ne doit pas {Iépasser les

(Introduire la courbe appropriée
dans la specification particuliere)

Note. — Voir également le paragraphe 2.2.3 de la spécification intermédiaire.

* Les valeurs préférentielles sont celles de la (des) série(s) E ... de la Publication 63 de la CEI: Séries de valeurs
normales pour résistances et condensateurs.
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SECTION ONE — GENERAL DATA

1. General data

1.1 Recommended method(s) of mounting (to be inserted)

(See Sub-clause 1.4.2 of IEC Publication 115-5.)

1.2 Dimensions, ratings and characteristics

in 10-6/°C

(Vd.c.orac.

TABLE 1
Maximum dnom.
dimensions
— Fimitimg :
Rs;g)glil Temperature element Iizll?:goen (D\ Toly
Style 70°C coefficient « voltage (Vdc.orac.

W) re) peak) ¢ <::: <::
BIAN

All dimensions are in millimetres or inches and millimetres.

.. to. ..
L%
—)—]-

8.5 kPa (85 mbar)
%

+(..%R+...0Q)
+(..%R+...Q)

a:...10-¢°C

Resistance range *
Tolerances on rated resistance
Climatic category
Low air pressure
Stability class

specification are derated according to the following curve:

(A suitable curve to be included
in the detail specification)

Note. — The details of the marking of the component and package shall be given in full in the detail specification.

* The preferred values are those of the E-series of 1EC Publication 63: Preferred Number Series for Resistors and
Capacitors.
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1.3 Documents de référence

Spécification générique: Publication 115-1 (1982) de la CEI: Résistances fixes utilisées
dans les équipements électroniques, Premiére partie: Spécifi-
cation générique.

Spécification intermédiaire: Publication 115-5 (1982) de la CEI: Cinquiéme partie: Spécifi-
cation intermédiaire: Résistances fixes de précision.
1.4 Marquage

Le marquage du composant et de son emballage doit étre conforme aux exigences du
paragraphe 2.4 de la Publication 115-1 de la CEL

Note. — Le détail des informations a marquer sur les composants et sur Pemballage d6
spécification particulicre.

e donnécen [entier dans la

15 Renseignements pour la commande

Les commandes de résistances couvertes par cetto i ontenir au

a) Résistance nominale.
b) Tolérance sur la résistance nominale.

¢) Numéro et édition de la spéet

s la spécifi-

ensable.

ION DEUX — EXIGENCES POUR LE CONTROLE

[\

Exigences pouy le contrdle

AN Procédures

2.1.1 — Pour ’homologation la procédure doit étre conforme au paragraphe 3.2 de la spécification
intermédiaire, Publication 115-5de la CEL

2.1.2 — Pour le contrdle de la conformité de la qualité, le programme d’essais, comprenant I’échan-
tillonnage, la périodicité, les sévérités et les exigences, est donné au tableau II. La
formation des lots de contréle est régie par le paragraphe 3.3.1 de la spécification intermé-
diaire.

Note. — Lorsqu'un séchage est spécifié, la méthode I du paragraphe 4.3 de la spécification générique, Publication
115-1 de la CEI, doit étre utilisée.
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1.3  Related documents
Generic Specification: IEC Publication 115-1 (1982): Fixed Resistors for Use in
Electronic Equipment, Part 1: Generic Specification.
Sectional Specification: IEC Publication 115-5 (1982): Part 5: Sectional Specification:
Fixed Precision Resistors.
1.4 Marking
The marking of the components and package shall be in accordance with the requirements of
I1EC Publication 115-1, Sub-clause 2.4.
] pn.
1.5 Qrdering information
Orders for resistors covered by this specification shall contai m, the
fiollowing minimum information:
¢) Rated resistance.
p) Tolerance on rated resistance.
) Number and issue number reference of the
1.6  (ertified records of released lots
Required/not required.
1.7 Additional information
1.8 Additional ctional
Specification
Note. — Addiu
2. Inspection
2.1 Pracedures
2.1.1 — For Qualification Approval the procedure shall be in accordance with the Sectional Speci-
fication, I EC Publication 115-5, Sub-clause 3.2.
2.1.2 — For Quality Conformance Inspection the test schedule (Table II) includes sampling,

periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by

Sub-clause 3.3.1 of the Sectional Specification.

Note. — When drying is called for, Procedure I of Sub-clause 4.3 of the Generic Specification, IEC Publication

115-1, shall be used.
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TaBLEAU 11

Notes 1. — Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient a la spécification générique des
résistances fixes: Publication 115-1 de la CEI; cependant les exigences concernant les variations de résistance
sont a choisir dans les tableaux I et II de la spécification intermédiaire.

2. — Les niveaux de contrdle et les NQA sont extraits de la Publication 410 de la CEI: Plans et régles d’échantillon-
nage pour les contréles par attributs.
3. — Dans ce tableau:
p = périodicité (en mois)
n = effectif de I’échantillon
c = critére d’acceptation (nombre admissible de défectueux)
D = destructif
ND = non destructif
NC = niveau de controle

NQA = niveau de qualité acceptable } Publication 410 de la CEI

. N
Numéro de paragraphe D Conditions d’essai xigeness

~—

N
et essai ou (voir note 1) ¢ 2 (yoigriote
(voir note 1) ND . %
. (voir no
N
N

Cqntrole du groupe A
lot par lot)

Squs-groupe A1 ND < S 0%
4.4.1 Examen visuel \ Selon 4.4.1

N rquage lisible ef selon 1.4

de la présente spécifica-
\/ tion

N
<
Squs-groupe A2 ND )S-4 ’1 0%
442 Dimensions (au j Selon tableau I defla pré-
calibre) sente spécificatipn

4.3 Reésistance Selon 4.5.2

Contréle du groupe B
lot par lot) <
S -
t)

Seus-groupe Bl D S-3 1,0%
4.1 Tension de tenue (1€ Pas de claquage, nji de
tances isolées Nm \ \ contournement
N
Seus-groupe B2 \/‘ D S3 12,5%
4.17 Soudabilité vivilissement Bon étamage mis ¢n évi-
Méthode: . . . dence par I"écoylement
libre de I’alliagd avec un
mouillage convgnable des
\/ sorties ou, selon le cas,
temps de soudape (... s)
4,
Durée* DlSS;panog
nominale
Tension appliquée:
2,5 fois la tension nominale ou
2 fois la tension limite nominale,
la moins sévere des deux valeurs
Examen visuel Pas de dommage visible
Marquage lisible
Résistance AR< £(...%R+...Q)

* Voir paragraphe 2.3.4 de la spécification intermédiaire.
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TaBLE II
Notes 1. — Sub-clause numbers of test and performance requirements refer to the Generic Specification,  EC Publication

115-1, except for resistance change requirements, which have to be selected from the Tables I and II of the sec-
tional specification, as appropriate.

2. — Inspection Levels and AQL’s are selected from [ EC Publication 410: Sampling Plans and Procedures for Inspec-

tion by Attributes.

3. — In this table:

p = periodicity (in months)

n = sample size '

c = acceptance criterion (permitted number of defectives)
D = destructive

ND = non-destructive

IL = inspection level
AQL = acceptable quality level

} I EC Publication 410

Sub-

lause number and
Test
(see Note 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

(lot-b
Sub-gro

Group A

4.4.1

Inspection

y-lot)

lip Al

[isual examination

ND

Legible marking and as
ecified in 1.4 of this
specification

Sub-gro
442 1

p A2 ND

Dimensions

4.5

Rgsistance

(gauqng)

used (if appl

e

As specified in Table I o
this specification

Asin 4.5.2

(lot-bj
Sub-grd
4.7 V(g

(Insy

Group ll Inspection

y-lot)
p Bl
Itage proof

ated resistors}ﬁng

[

N
A gauge-plate of . .. shall be
icable)
NS

1.0%

No breakdown or flashqver

Sub-grd
4.17 S

413 (

Y

blderability

verloZ

Test*
duration

|
Rated * i
dissipation

2.5%

Good tinning as evidended
by free flowing of the
solder with wetting of|the
terminations or solder
shall flow within ... s
applicable

as

The applied voltage shall be 2.5
times the rated voltage or twice
the limiting element voltage,
whichever is the less severe

Visual examination

Resistance

No visible damage
Legible marking

AR< +(...%R+...Q)

* See Sub-clause 2.3.4 of the sectional specification.
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. N N
Numéro ?e paragraphe D Conditions d’essai C Q Exigences
et essal ou (voir note 1) A (voir note 1)
(voir note 1) ND (voi e 2)
voir note
Sous-groupe B3 ND S-3 125%
4.8.4.2 Coefficient de tem- Cet essai ne s’applique qu’aux résis- a:...10-6/°C
pérature de la résistance tances de coefficient de tempéra-
ture nominal inférieur &
450 - 10~6/°C. Neffectuer qu’un
cycle: 20 °C/70 °C/20 °C
Effectif de
I’échantillg
¢ t critége .
Numéro de pa.ragraphe D Conditions d’essai & cer erfces
et essal ou (voir note 1) accgpial voir hqte 1)
(voir note 1) ND (voiryote\3)
Controle du groupe C &\ \\\>
(périodique) \\
Sous-groupe C1A4 D 3310 >

Moitié de I’échantillon du
sous-groupe Cl

4.16 Robustesse des sorties

4.18 Résistance a la cha-
leur de soudage

Sous-groupe
Autre moitié
du sous-groupe

températurd

4.20

TELI T

empérature minimale de
catégorie

g= température maximale de
catégorie

Examen visuel

Résistance

Méthode de montage:
voir 1.1 de cette spécification

Accélération: 390 m/s?
Nombre de secousses: 4 000

Examen visuel

>

B

AR< +(...%R

AR< £(...%R

AR< *(...%R

Pas de domma

Pas de dommagp visible

+...Q)

Pas de dommagg visible
Marquage lisiblg

S

Pas de dommage visible

+...0)

e visible

421 Chocs (ou secousses,
voir 4.20)

Résistance

Méthode de montage:
voir 1.1 de cette spécification

Accélération: 490 m/s?

Durée de 'impulsion: 11 ms

Forme de I'impulsion:
demi-sinusoide

Examen visuel

Résistance

AR< *£(...%R+...Q)

Pas de dommage visible
AR< £(...%R+...Q)
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I A
Sub-clause number and D Conditions of test L Q Performance requirements
Test or (see Note 1) L (see Note 1)
(see Note 1) ND
(see Note 2)
Sub-group B3 ND S3 1 25%
4.8.4.2 Temperature coeffi- This test is applicable only when a a:...10-9/°C
cient of resistance temperature coefficient of resist-
ance of less than =50 - 10-6/°C
is claimed. One cycle of 20 °C to
70 °C to 20 °C only
Sample size
and criterion
- f ta-
Sub-clause number and D Conditions of test o zr.:;?ep
Test or (see Note 1) Hity
(see Note 1) ND (see Note 3
p |Q e
Group C Inspection & \§
(petiodic) \
Sub-group C1A4 D 3 \10 \
Half ¢f the sample of Sub-
gropp Cl >
4.16 |Robustness of termi- Tensile, befidingand torsibn tests as
natjons applicable )
Visual examination N No visible damage
Resistance AR< x£(...%R+...92) "
4.18 |Resistance to sol- Method: . .\
derng heat Visyal exami No visible damage
Legible marking
AR< £(...%R+...{)
Sub-group C1B D 3|10
Otherf half of the sa of,
Sub-group Cl \/\

4.20
see{4.

T category temperature

pper category temperature

1sual examination
Resistance
Method of mounting
see 1.1 of this specification
Acceleration: 390 m/s2
Number of bumps: 4 000

\isual examination

No visible damage

AR< =(...%R+...{)

4.21 Shock (or bump,
see 4.20)

Resistance

Method of mounting:
see 1.1 of this specification

Acceleration: 490 m/s?
Duration of pulse: 11 ms
Pulse shape: half-sine

Visual examination
Resistance

Ne-visible-damage—
AR< =(...%R+...Q)

No visible damage
AR< +(...%R+...Q)
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Effectif de
I’échantillon
Numeroe(t‘lzszziragraphe ;?1 Conditions d'essai d’;éccer;)tt:?on Exigences
(voir note 1) ND (voir note 1) (voir note 3) (voir note 1)
pin |c¢
422 Vibrations Meéthode de montage:
voir 1.1 de cette spécification
Meéthode B4
Gamme de fréquences:
...Hza.. .Hz(voir232dela
spécification intermédiaire)
Amplitude: 0,75 mm ou accéléra-
tion 98 m/s2, la moins sévére des
deux valeurs
Durée totale: 6 h
Examen visuel visible
Reésistance +...Q)
Sous-groupe C1 +_D

Echantillon composé des
spécimens des sous-
groupes C1A et C1B
4.23  Séquence climatique
— Chaleur séche
— Essai cyclique de cha-
teur humide, essai Db,
lercycle

— Froid

~— Basse pression atmo-
sphérique

— Essai cyclique de cha-
leur humide, essai Db,
cycles restants

— Mise en charge sous
tension contini our
les modéles non-

bobin(es{ﬁm

1)

< RL L

culiére, les essais sont poursuivis
jusqu’a 8 000 h
Examen a2 000 h,4 000 het 8 000 h:

Résistance

ameR vis Pas de dommage visible
Marquage lisible
esistance AR< £(...%R+...Q)
Q Résistance d’isolement (résistances R > 100 MQ
AN isolées seulement)
\ 302011
Durée: 1000 h
Examen a 48 h, 500 h et 1 000 h:
Examen visuel Pas de dommage visible
Reésistance AR< x(...%R+...Q)
Examen a 1 000 h:
Résistance dlisolement (résistances R=10G0Q
isolées seulement)
Si requis par la spécification parti- 12 {20 | —

AR< +(..%R+..Q)

(Les résultats obtenus sont
notés pour information
seulement)
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Sample size
and criterion
- .. f - .
Sub clausgrgsl:mber and (l))r Conditions of test ° T;;ﬁ:;’ta Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) (see Note 3) (see Note 1)
p|ln|c¢
422 Vibration Method of mounting:
see 1.1 of this specification
Procedure: B4
Frequency range:
...Hzto... Hz (see 2.3.2 of the
sectional specification)
Amplitude: 0.75 mm or acceleration
98 m/s? (whichever is the less
severe)
Total duration: 6 h
Visual examination
Resistance
Sub-group Cl D 3
Compbined sample of speci- N
mens of Sub-groups C1A 4
arld C1B RN
4.23| Climatic sequence \
— Ipry heat
— Ipamp heat, cyclic, Test
IPb, first cycle G
— (old
— Low air pressure 8.5 kPa (85 mba I~

— Thamp heat, cyclic, Test
Ipb, remaining cycles

wound types only)

9,

— I.C. load (for non-wire-

DY,

Visudhexaminati

No visible damage

tion, the test shall be extended to
8000 h

Examination at 2 000 h, 4 000 h and
8000 h:

Resistance

Legible marking
AR< £(...%R+..|Q)
resistance (Insulated R > 100 MQ
resistors only)
Subgroup C2 \ D / 312011
4.25]1 { Enducance atd9.°C Duration: 1000 h
Examination at 48 h, 500 h and
1 000 h:
Visual examination No visible damage
Resistance AR< £(...%R+..|D)
Examination at 1 000 h:
Insulation resistance {Insulated R>T1GQ
resistors only)
If required by the detail specifica- 12 120 | —

AR < x(...%R+...Q)
(The results obtained are for
information only)
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